NORME
INTERNATIONALE

INTERNATIONAL
STANDARD

CEl
IEC

61290-5-1

Deuxiéme édition
Second edition
2006-05

Amplificateurs optiques —
Méthodes d'essais —

Partie 5-1:
Parameétres de réflectance —

Méthode d'analyseur de spectre optique

Optical amplifiers —
Test methods —

Part 5-1:
Reflectance parameters —

Optical spectrum analyzer method

Numéro de référence
Reference number
CEIl/IEC 61290-5-1:2006


https://iecnorm.com/api/?name=4f918cd0b71c36e807ac5ae7e4900797

Numérotation des publications

Depuis le ler janvier 1997, les publications de la CEIl
sont numérotées a partir de 60000. Ainsi, la CEl 34-1
devient la CEl 60034-1.

Editions consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la

CEl incorporant les amendements sont disponibles. Par
exemp|e les numéras d'édition 1 ﬁ’ 11 et 12 inr‘liqllanf

Publication numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series. For
example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1.

Consolidated editions

The IEC is now publishing consolidated versions of its
publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1

and-1.2 rnfnr’ rncpnr\h\lnl\}l’ to-the base pllh“ca“on’

respectiyement la publication de base, la publication de
base incprporant 'amendement 1, et la publication de
base incprporant les amendements 1 et 2.

Informptions supplémentaires
sur leq publications de la CEI

Le contgnu technique des publications de la CEIl est
constamment revu par la CEIl afin qu'il reflete I'état
actuel d¢ la technique. Des renseignements relatifs a
cette puplication, y compris sa validité, sont dispo-
nibles dans le Catalogue des publications de la CEl
(voir ci{dessous) en plus des nouvelles éditions,
amendements et corrigenda. Des informations sur les
sujets a|l’étude et I'avancement des travaux entrepris
par le cqmité d’études qui a élaboré cette publication,
ainsi gqye la liste des publications parues, sont
égalemept disponibles par I'intermédiaire de:

e Sitelweb de la CEl (www.iec.ch)
. Catalogue des publications de la CEI

Le gatalogue en ligne sur le site web de la (CEI
(www.iec.ch/searchpub) vous permet de faire\ des
rechprches en utilisant de nombreux (critéres,
comprenant des recherches textuelles,  par comité
d’étydes ou date de publication. Des informations en
lignqg sont également disponibles,sui.Tes nouvelles
publ|cations, les publications remplacées ou retirées,
ains| que sur les corrigenda.

. IEC|Just Published

Ce [résumé des derniéres publications parues
(wwyv.iec.ch/online_rnews/justpub) est aussi dispo-
nible¢ par courrien ‘electronique. Veuillez prendre
conthct avec /te"Service client (voir ci-dessous)
poul plus d’ihfermations.

. Seryice clients

Si Jousvavez des questions au sujet de cette

the base publication incorporating amendment 1 and
the base publication incorporating amendiments 1
and 2.

Further information on IEE€ publicafions

The technical content pofiZIEC publications|is kept
under constant review by the IEC, thus ensufing that
the content reflectS ,current technology. Infprmation
relating to this ¢ublfication, including its vallidity, is
available in, thes IEC Catalogue of publications
(see below) jinraddition to new editions, amehdments
and corrigenda. Information on the subjects under
consideration and work in progress undertakgn by the
techpical/ committee which has prepargd this
pubklication, as well as the list of publicationg issued,
is«also available from the following:

. IEC Web Site (www.iec.ch)
. Catalogue of IEC publications

The on-line catalogue on the IEC web site
(www.iec.ch/searchpub) enables you to sedrch by a
variety of criteria including text sparches,
technical committees and date of publicafion. On-
line information is also available on |recently
issued publications, withdrawn and feplaced
publications, as well as corrigenda.

. IEC Just Published

This summary of recently issued publications
(www.iec.ch/online_news/justpub) is also pvailable
by email. Please contact the Customer| Service
Centre (see below) for further information

. Customer Service Centre

If you have any questions regarding this

publication ou avez besoin de renseignements
supplémentaires, prenez contact avec le Service
clients:

Email: custserv@iec.ch
Tél: +41229190211
Fax: +41 22919 03 00

publication or need further assistance, please
contact the Customer Service Centre:

Email: custserv@iec.ch
Tel: +412291902 11
Fax: +41 22919 03 00


http://www.iec.ch/
http://www.iec.ch/searchpub
http://www.iec.ch/online_news/justpub
mailto:custserv@iec.ch
http://www.iec.ch/
http://www.iec.ch/searchpub
http://www.iec.ch/online_news/justpub
mailto:custserv@iec.ch
https://iecnorm.com/api/?name=4f918cd0b71c36e807ac5ae7e4900797

NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 61290-5-1
STAN DARD Deuxiéme édition

Second edition
2006-05

Amplificateurs optiques —
Méthodes d'essais —

Partie 5-1:
Parameétres de réflectance —
Méthode d'analyseur de spectre optique

Optical amplifiers —
Test methods —

Part 5-1:
Reflectance parameters —
Optical spectrum analyzer method

O IEC 2006 Droits de reproduction réservés [0 Copyright - all rights| reserved

Aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite ni  No part of this publication may be reproduced or utilized in any
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, form or by any means, electronic or mechanical, including
électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les  photocopying and microfilm, without permission in writing from
microfilms, sans I'accord écrit de I'éditeur. the publisher.

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch

CODE PRIX
L

Commission Electrotechnique Internationale PRICE CODE
International Electrotechnical Commission

MexpayHapoaHas dnekTpoTexHudeckas Komuceus N )
Aynapon P Pour prix, voir catalogue en vigueur

For price, see current catalogue



https://iecnorm.com/api/?name=4f918cd0b71c36e807ac5ae7e4900797

-2- 61290-5-1 © CEI:2006

SOMMAIRE
AV ANT P ROP OIS . ettt ettt e eann 4
INTRODUGCTION ..ottt et et e e e e e e e e et e e e et e et e et e e e et e en e an e eneees 10
1 Domaine d’application et objet .. ... 12
2 REferences NOMMAtiVES ... 12
3 Acronymes et @abréviations ... ... 12
4 MGLEIIEI ..o e Lo L 12
5 Echantillon d’eSSai......c.iiuiiiiiiiii e S e e 16
B ProCedUIe... ..o N e 16
6. Réflectance maximale et minimale a 'entrée..............coo e e, 16
6.2 Réflectance alasortie ........oooooiiiiiii N 20
T ClCUIS oo e 20
7. Réflectance maximale et minimale a l’'entrée.................Caeereiniininini o 20
7.2 Réflectance alasortie......cc.ccovvivviiiiiiiiiiin e S e 20
8 REsultats de I'eSsai......cooeuviiniiiiiiiii Y e 20
8. Réflectance maximale et minimale a 'entrée.. e e 20
8.2 Réflectance alasortie .....c.coooiiiiii i N 22
Figure[1 — Installation typique de I'appareil d’essai de 'analyseur de spectre optique
pour Ig réflectance @ 'entrée ........cooviiniii e e | 14
Figure|2 — Montage pour la mesure de lajperte d’insertion du coupleur et de I'isolateur...{...... 16
Figure|3 — Montage pour les mesures(de puissance a l'entrée de 'OA..............ooveien o, 18



https://iecnorm.com/api/?name=4f918cd0b71c36e807ac5ae7e4900797

61290-5-1 © IEC:2006 -3-

CONTENTS
O L L @ I PP 5
INTRODUGCTION ..ottt et et e e e e e e e e et e e e et e et e et e e e et e en e an e eneees 11
T SCOPE AN ODJECT . e 13
2 NOIMALIVE TEIEIENCES ... it 13
3 Acronyms and abbreviations ... 13
Y N | = 1 = (1< PSP - IR 13
B TSt SAMPIE . e S e e 17
B  Procedure... ..o N e 17
6. Maximum and minimum input reflectance..................ccooo e 17
6. Output reflectance ... N 21
7 CHlculation ... 21
7.1 Maximum and minimum input reflectance...........c..coccoco.Ciieninininiiinen o 21
7.2 Output reflectance ........cooooveiiiiiiii S 21
8 TSt results ..o ) e 21
8.1 Maximum and minimum input reflectance....... xS 21
8.2 Outputreflectance ..o N 23
Figure|1 — Typical arrangement of the optical spectrum analyzer test apparatus for input
TEFlECIANCE ... i e e 15
Figure|2 — Set-up for insertion loss measufement of optical coupler and isolator.............]...... 17
Figure|3 — Set-up for OA input power fMeasurements ..........ccocovvviiiiiieieieieeee e e, 19



https://iecnorm.com/api/?name=4f918cd0b71c36e807ac5ae7e4900797

—4 - 61290-5-1 © CEI:2006

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

AMPLIFICATEURS OPTIQUES -
METHODES D' ESSAIS -

Partie 5-1: Parameétres de réflectance —
Méthode d'analyseur de spectre optique

1) La G
de I'
favo
I'éle
des
Guid
aux
inter|
travg
cond

2) Les
du p
sont

3) Les
com
s'as
I'ével

4) Dan
mes
natig
régig

5) La (@
n'es

6) Toug

7) Aucl
man
natid
dom
de ju
toutq

8) L'att

réfénencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

9) Latt
de d

AVANT-PROPOS

ommission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation c(
ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). La GEIl & pour
iser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans ‘tes doma

SBpécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessiblésyau public (PAY
es (ci-aprés déenommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiee)a des comités (
travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peutpparticiper. Les orga
hationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec |a-€El, participent égalen
ux. La CEIl collabore étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), s¢
itions fixées par accord entre les deux organisations.

Hécisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questions techniques représentent, dans I3
ossible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux in
représentés dans chaque comité d’études.

publications de la CEIl se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont
ne tels par les Comités nationaux de la CEIl. Tous les\efforts raisonnables sont entrepris afin qu
ure de I'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEIl ne peut pas étre tenue respon
htuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en_estfaite par un quelconque utilisateur final

le but d'encourager I'uniformité internationale,Nles Comités nationaux de la CEl s'engagent, dans|
ire possible, a appliquer de fagon transparente les Publications de la CEIl dans leurs pub
nales et régionales. Toute divergence entrestoute Publication de la CEl et toute publication nati
nale correspondante doit étre indiquée emtermes clairs dans cette derniere.

El n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa respo|
pas engagée quand un matériel est declaré conforme a I'une de ses normes.

les utilisateurs doivent s'assufer.qu'ils sont en possession de la derniére édition de cette publicati

ne responsabilité ne doit “étre imputée a la CEl, a ses administrateurs, employés, auxili
lataires, y compris ses, experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des
naux de la CEIl, pour.tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tg
mage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris
stice) et les dépenses découlant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la C
autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.

ention est_dttirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de pub

ention~est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente publication CEl peuvent fai
oits,de’ propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour responsal
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objet de
ines de

tricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl — entre autres activités — publie des Normes internationales,

) et des
'études,
isations
hent aux
tlon des

mesure
éressés

agréées
e la CEI
sable de

toute la
lications
nale ou

nsabilité

n.

hires ou
Comités
ut autre
les frais
El ou de

lications

e l'objet
le de ne

pas

bvoeiridentifié de tels droits de propriété ou de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 61290-5-1 a été établie par le sous-comité 86C: Systémes et
dispositifs actifs a fibres optiques, du comité d'études 86 de la CEIl: Fibres optiques.

Cette seconde édition annule et remplace la premiére édition publiée en 2000 et constitue une
révision technique. L’applicabilité a été étendue a tous les amplificateurs optiques disponibles
sur le marché — et non pas simplement aux amplificateurs a fibres optiques.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

OPTICAL AMPLIFIERS -
TEST METHODS -

Part 5-1: Reflectance parameters —
Optical spectrum analyzer method

FOREWORD

nternational Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization co
ational electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC lis to

end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Techhical Specif]

cation(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC Nafiehal Committee in

the International Organization for Standardization (ISO) in accordante with conditions detern
ement between the two organizations.

formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an inte

Publications have the form of recommendations for intefpational use and are accepted by IEC

cations is accurate, IEC cannot be held responsible~for the way in which they are used or
terpretation by any end user.

der to promote international uniformity, IEC \National Committees undertake to apply IEC Pub

htter.

provides no marking procedure to, (nhdicate its approval and cannot be rendered responsible
bment declared to be in conformity with an IEC Publication.

pers should ensure that they have-the latest edition of this publication.

ability shall attach to IEC or.its directors, employees, servants or agents including individual exp
damage of any natudre\ whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fe
cations.

tion is drawn“testhe Normative references cited in this publication. Use of the referenced public

tion is_drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the s
ht rights» IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
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systems and active devices, of IEC technical committee 86: Fibre optics.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 2000. It constitutes a
technical revision. In this edition the applicability has been extended to all commercially
available optical amplifiers—not just optical fiber amplifiers.
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Le texte de la présente norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
86C/697/FDIS 86C/702/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La CE[61290 comprend les parties suivantes, sous le fitre général Amplificateurs Opfiques —

Méthodles d’essai:1

Partie [I-1: Méthodes d'essai pour les paramétres de gain — Analyseur de spectre’optique

Partie I-2: Paramétres de puissance et de gain — Méthode de I'analyseur de sgpectre
électrique

Partie I-3: Paramétres de puissance et de gain — Méthode du wattmeétre optique

Partie p- Méthodes d'essai pour les paramétres de puissance-optique — Analysgur de
spectre optique

Partie P-2: Méthodes d'essai pour les parameétres de puissance optique — Analyspur de
spectre électrique

Partie B: Méthodes d'essai des parameétres du facteur)de bruit

Partie B-1 Parameétres du facteur de bruit —-Méthode d'analyseur du spectre optique

Partie B-2: Méthodes d'essai pour les paramétres du facteur de bruit — Méthqde de
I'analyseur spectral électrique

Partie p-1: Parametres de réflectance — Méthode de I'analyseur de spectre optique

Partie p-2: Paramétres de réflectance :-*"Méthode de I'analyseur de spectre électrique

Partie p-3: Méthodes d'essai des ‘parameétres de réflectance — Tolérance de réflectapce en
utilisant un analyseur\de spectre électrique

Partie p-1 Méthodes d'essaijpour les paramétres de fuite de pompe — Démultiplexeur
optique

Partie |/-1 Méthodesd'e€ssai pour les pertes d'insertion hors-bande — Mesurgur de
puissance;équipé d’'un filtre optique

Partie 10-1: Parameétres a canaux multiples — Méthode d’impulsion utilisant un interfupteur
optique et un analyseur de spectre optique

Partie [10-2; <Parameétres a canaux multiples — Méthode d’impulsion utilisant un analygeur de
spectre optique stroboscopique

Partie 1023:  Parametres a canaux mnlfiplne = Méthodes par andqgn

Partie 11-1: Dispersion en mode de polarisation — Méthode d'analyse propre de matrice de
Jones (JME)

Partie 11-2: Paramétre de dispersion en mode de polarisation — Méthode d’analyse par la

sphére de Poincaré

1 Les premieres éditions de certaines de ces parties ont été publiées sous le titre général Amplificateurs a fibres
optiques — Spécification de base ou Amplificateurs optiques — Méthodes d'essai.
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
86C/697/FDIS 86C/702/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

IEC 61290 consists of the following parts under the general titfle Opltical amplifiers

metho

s:1

Part 141:
Part 142:

Part 14

Part 241:

1
2
3:
1
2

Part 242:

Part 3:
Part 3-
Part 3-
Part 5-
Part 5-
Part 5-

Part 6{1:
Part 741:

Part 1(

Part 1(

Part 1(
Part 11
Part 11

@ >

1 — =
[N .

1
N

L B |
N 2w

Test methods for gain parameters — Optical spectrum analyzer

Power and gain parameters — Electrical spectrum analyzer method

Power and gain parameters — Optical power meter method

Test methods for optical power parameters — Optical spectrum analyzer
Test methods for optical power parameters — Electrical spectrum analyzer
Test methods for noise figure parameters

Noise figure parameters — Optical spectrum analyzer method

Test methods for noise figure parameters-= Electrical spectrum analyzer m
Reflectance parameters — Optical spectrum analyser method

Reflectance parameters — Electrical spectrum analyser method

Test methods for reflectance xparameters — Reflectance tolerance us
electrical spectrum analyser

Test methods for pump leakage parameters — Optical demultiplexer
Test methods for out-of<band insertion losses — Filtered optical power meteg

Multi-channel parameters — Pulse method using an optical switch and
spectrum analyzér

Multi-channely parameters — Pulse method using a gated optical sp
analyzer

Multi-channel parameters — Probe methods
Polarization mode dispersion — Jones matrix eigenanalysis method (JME)
Polarization mode dispersion parameter — Poincaré sphere analysis methoq

- Test

bthod

ng an

r
optical

ectrum

1

specification or Optical amplifier test methods.

The first editions of some of these parts were published under the general title Optical fibre amplifiers — Basic
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Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date du
résultat de la maintenance indiquée sur le site web de la CEl a l'adresse suivante:
"http://webstore.iec.ch", dans les données liées a la publication spécifique. A cette date, la
publication sera:

* reconduite,

s supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
+ amendée.
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The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the
maintenance result date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch” in the data
related to the specific publication. At this date, the publication will be

* reconfirmed,

* withdrawn,

+ replaced by a revised edition, or
+ amended.
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INTRODUCTION

Pour autant que I'on puisse en juger, ceci est la premiére Norme Internationale qui traite de ce
sujet. La technologie des amplificateurs a fibres optiques est relativement nouvelle et se
développe encore, de sorte que des amendements et de nouvelles éditions de cette norme
sont a prévoir.

Chaque abréviation introduite dans cette norme est expliquée dans le texte au moins la
premiéere fois ou elle apparait. Cependant, pour une meilleure compréhension de I’ensemble,
une liste de toutes les abréviations utilisées dans cette norme se trouve dans I'Article 3.
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INTRODUCTION

As far as can be determined, this is the first International Standard on this subject. The
technology of optical fibre amplifiers is quite new and still emerging, hence amendments to and
new editions of this standard can be expected.

Each abbreviation introduced in this standard is explained in the text at least the first time it
appears. However, for an easier understanding of the whole text, a list of all abbreviations used
in this standard is given in Clause 3.
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AMPLIFICATEURS OPTIQUES —
METHODES D'ESSAI -

Partie 5-1: Parameétres de réflectance —
Méthode de I’analyseur de spectre optique

1 Domaine d’application et objet
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a) réfl
b) réfl
c) réfl

NOTE 1

NOTE 2
Raman
distribud

NOTE 3

d’analysleur de spectre électrique, peut dépendre de la disponibilité de I'’équipement. Normalement, on prdg

résultat

2 Ré

Les d

sente partie de la CEI 61290 s’applique a tous les amplificateurs optiques (QA;
ers en anglais) et sous-systémes a amplification optique, disponibles sur lesmarch
nue aux OA utilisant des fibres pompées optiquement (AFO basés sur des fibres
res rares ou sur I'effet Raman), des semi-conducteurs (SOA), et des’guides d
\).

de la présente norme est d'établir des exigences uniformes pour‘des mesures p
onnés ci-dessous, tels qu’ils sont définis dans la CEl 61291-1:

ectance d’entrée maximale;
ectance d’entrée minimale;
ectance de sortie.

Toutes les valeurs numériques suivies du signe (1) sont actuellement a I'étude.

La méthode d’essai de réflectance décrite danscette norme ne s’applique pas aux amplificateur
distribué. L’évaluation de la réflectance et\du’ facteur d’adaptation des amplificateurs a effef
est a 'étude.

Le choix des méthodes, a la fois la méthode d’essai de I’'analyseur de spectre optique ou méthodg

analogues pour les deux techniques:

férences normatives

docum
datées

amendements),

CEIl 61291¢1"Amplificateurs a fibres optiques — Partie 1: Spécification générique

nt. Pour les références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les référeng
la derniére\édition du document de référence s'applique (y compris les év

Optical
é. Elle
jopées
‘ondes

récises

es, par le biais de la méthode d'essai de I'analyseur de spectre’optique, des parametres

5 a effet
Raman

d’essai
voit des

bcuments de référence suivants sont indispensables pour ['application du présent

es non
entuels

3 Acronymes et abréviations

ASE émission spontanée amplifiee (amplified spontaneous emission)
DFB (diode laser) a rétroaction répartie

OA amplificateur optique

OFA amplificateur a fibres optiques (optical fibre amplifier)

4 Matériel

Un schéma de l'installation de mesure est donné a la Figure 1.

Le matériel d'essai énuméré ci-dessous est nécessaire avec les caractéristiques exigées.
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OPTICAL AMPLIFIERS -
TEST METHODS -

Part 5-1: Reflectance parameters —
Optical spectrum analyzer method

1 Scope and object

This p
optical
on eith
waveg

The o

measufements, by means of the optical spectrum analyzer test method, of the follow

param

a) makimum input reflectance;

b) min

c) output reflectance.

NOTE 1

NOTE 2
amplifie

NOTE 3
analyze
techniqu

2 Nc

The fo
dated
the ref

IEC 61

3 Acd

y amplified sub-systems. It applies to OAs using optically pumped fibres (OFAs

lides (POWAS)

pject of this standard is to establish uniform requirements foryaccurate and

pters, as defined in IEC 61291-1:

imum input reflectance;

All numerical values followed by (f) are currently under'consideration.

The reflectance test method described in this,standard does not apply to distributed fibre|

The choice of methods, either the optical' spectrum analyzer test method or the electrical s
test method, can depend on equipmenttavailability. Normally, similar results are anticipated fr|
es.

dbrmative references

lowing referenced documents are indispensable for the application of this documsg
references, only ¢he' edition cited applies. For undated references, the latest ed
brenced document (including any amendments) applies.

291-1: Optical fibre amplifiers — Part 1: Generic specification

ronyms and abbreviations

art of IEC 61290 applies to all commercially available optical amplifiers (©QAs) and

based

er rare-earth doped fibres or on the Raman effect), semiconductor OAs.(SOA$), and

eliable
ng OA

Raman

s. The evaluation of reflectance and returnsloss of the distributed fibore Raman amplifiers {s under
considefation.

pectrum
pbm both

nt. For
tion of

ASE
DFB
OA

OFA

amplified spontaneous emission
distributed feed-back (laser diode)
optical amplifier

optical fibre amplifier

4 Apparatus

A scheme of the measurement set-up is given in Figure 1.

The test equipments listed below, with the required characteristics, are needed.
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La variation des pertes dépendantes de la polarisation de chaque composant passif optique

énume

ré doit étre inférieure a 0,2 dB ().

a) Source optique: La source optique doit étre de longueur d'onde fixe ou de longueur d'onde
accordable. Cette source doit générer une lumiére d’'une longueur d’onde spécifiée dans la
spécification particuliere correspondante et doit émettre une puissance optique suffisante
pour permettre des mesures de réflectance de —50 dB a —60 dB. Le taux de suppression
des modes latéraux doit étre supérieur a 30 dB(f). Un isolateur optique réglé a une
isolation supérieure a 40 dB doit étre intégré dans le circuit de la source ou connecté a la
sortie de la source. La source doit étre polarisée linéairement afin d’effectuer des mesures
de haute précision de la puissance d’émission spontanée amplifiée (ESA) dans une bande

opt

ique étroite.

NOT

b) Co
d’in
cor
de
util
déq

c) Ap
doi
pol
fon
de

d) An
sp4
bar
la
spe
garn

e) Iso
cet

f) Att
suf]

apf
la f

E Un laser DFB ou un laser a cavité externe peut étre utilisé.

Upleur optique: Un coupleur optique de 3 dB, 2 x 2 est nécessaire. |l doit avoir un
sertion inférieure a 3,5 dB (%) et une directivité qui ne soit pas inférieure a 60
necteurs d’entrée doivent avoir une réflectance inférieure a —60 dB (%)) Son con
sé doit avoir une réflectance inférieure a —60 dB (f). La perte -du coupleur
endant de polarisation doit étre inférieure a 0,5 dB (%).

avoir une précision de mesure meilleure que +0,2 dB,>une dépendance de I
brisation inférieure a 0,1 dB (%), dans la largeur de‘bande de la longueur d’o
ctionnement de 'OA. Sa gamme dynamique doit-éire supérieure a la gamme du
réflexion a mesurer.

hlyseur de spectre optique: Sa linéarité éf-sa précision de mesure de la pui

hme du facteur de réflexion a mesurer est nécessaire.

appareil doit étre inférieure a —60 dB (}) au port d’entrée.

érieur a 40 dB- () et sa précision meilleure que +0,1 dB (%) La réflectance

erte d’insertion de cet appareil doit étre meilleure que £0,1 dB (1).

ATTENUATEUR

E perte
B. Ses
ecteur

sortie doit étre du méme type que le connecteur d’entrée de ’OA. Son port de sortie non

bptique

pareil de mesure de la puissance optique: Cet appareil @st”utilisé pour I'étalonnage. I

btat de
hde de
facteur

Bsance

ctrale doivent étre meilleures que +1,5 dB et +1 dB respectivement, dans la lardeur de
de de la longueur d’onde de fonctionnément de ’OA. La dépendance en polarisation de
mesure de puissance spectrale doit étre meilleure que +0,1 dB (). La rédolution
ctrale doit étre égale a ou meilleure’que 0,1 nm. Une gamme dynamique supériedre a la

ateur optique: Son isolationyoptique doit étre meilleure que 60 dB (1). La réflectance de

Enuateur optique-Svariable: Son intervalle de variation d’affaiblissement dojt étre

de cet

areil doit étre_inférieure a —50 dB () a chaque port. La dépendance en polarisation de

OPTIQUE COUPLEUR
VARIABLE OPTIQUE
<

SOURCE CONTROLEUR

4B 1 3
orriave (1] POLARDlgATION plin L 2x2 . []—E
2 |a IJ__I
ANALYSEUR PORT |
<: TERMINE

a

| —

DE SPECTRE ISOLATEUR PORT |
OPTIQUE OPTIQUE TERMINE

IEC 307/2000

Figure 1 — Installation typique de I’appareil d’essai de I’analyseur de spectre optique

pour la réflectance a I’entrée
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The polarization-dependent loss variation of each optical passive component listed below shall

be bett

er than 0,2 dB (1).

a) Optical source: The optical source shall be either at fixed wavelength or wavelength-
tuneable. It shall generate light at the wavelength specified in the relevant
specification, and shall emit enough optical power to allow measurements of reflectance of
—50 dB to —60 dB. The suppression ratio of side modes shall be higher than 30 dB(%). An
optical isolator with isolation greater than 40 dB shall be either integrated within the source
package, or connected at the source output. The source shall be linearly polarized, in order
to accomplish high precision measurements of amplified spontaneous emission (ASE)
power within a narrow optical bandwidth.

NOT,

A DFB laser or an external cavity laser can be suitable optical sources

detail

b) Op

than 3,5 dB () and a directivity not lower than 60 dB. Its input connectors,“sha

refl
inp
pol

c) Op
me

Fical coupler: A 3 dB, 2 x 2 optical coupler is needed. It shall have an insertion:os

ectance lower than —60 dB (%). Its output connector shall be of the same type as
Ut connector. Its output unused port shall have a reflectance lower than)—60 dB (
brization dependent loss of the optical coupler shall be less than 0,5.dB (7).

tical power meter: This device is used for calibration purposes. It shall |
asurement accuracy better than +0,2 dB, a dependence of the state of polarizatio

tha

shgll exceed the range of reflectance to be measured.

0,1 dB (), within the operational wavelength bandwidthrof the OA. Its dynamig

5 lower
| have
the OA
). The

ave a
n lower
range

d) Optical spectrum analyzer: Its linearity and accuracy~0f spectral-power-measurement shall

be petter than +1,5 dB and +1 dB respectively, within'the operational wavelength bar

of
+0,
ran

e) Op
de

f) Va
be
tha
de

he OA. Polarization dependence of the spectral power measurement shall be bett
1 dB (). The spectral resolution shall be*equal to or better than 0,1 nm. A d
ge exceeding the range of reflectance to-be measured is required.

fical isolator: Its optical isolation shallsbe better than 60 dB (1). The reflectance fr
ice shall be lower than —60 dB (f)\at input port.

iable optical attenuator: Its<atténuation range and accuracy shall be over 40 dB
er than =0,1 dB (), respectively. The reflectance from this device shall be

-50 dB (1) at each port. The polarization dependence of the insertion loss
ice shall be better than +0,1 dB (%).

VARIABLE

OPTICAL OPTICAL
ATTENUATOR COUPLER
<€

OPTICAL POLARIZATION |:|:| |:|:| 1 3
SOURCE D CONTROLLER a8 2x2 :l |:

H

dwidth
er than
ynamic

bm this

¥) and
smaller
of this

TED 2 4 ,J_l

TERMINATED

PORT

—J
OPTICAL ] TERMINATED
SPECTRUM OPTICAL PORT

ANALYZER ISOLATOR IEC 307/2000

Figure 1 — Typical arrangement of the optical spectrum analyzer test apparatus

for input reflectance
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Cables de liaison a fibres optiques: |l convient que le diamétre du champ de mode des
cables de liaison a fibre optique utilisés soit aussi proche que possible de celui des fibres
servant de ports d'entrée et de sortie de I'OA. Leur réflectance doit étre inférieure a —40 dB
(¥) a chaque port, et la longueur du cable de liaison doit étre inférieure & 2 m. Si le cable
de liaison est directement connecté a I'OA, le connecteur doit avoir les mémes
caractéristiques que le port de I'OA.

Connecteurs optiques: La répétabilité des pertes de connexion des connecteurs optiques
doit étre supérieure a £0,2 dB. Leur réflectance doit étre inférieure a —60 dB.

Ports terminés: La réflectance des ports doit étre inférieure a —60 dB.

Col
polprisation d’'un signal en n’importe quel autre état de polarisation. Le contfdleur de
polprisation peut étre constitué d'un contréleur de polarisation tout en fibres ou-d'unge lame
quart d'onde orientable au minimum de 90° suivie d'une plaque demi-ondefadrientgble au
mifimum de 180°. La réflectance de ce dispositif doit étre plus petite que*-50 dB (1) a
chgque accés. La variation de la perte d’insertion de cet appareil doit~étre inférieure a
0,1(dB ().

Eghantillon d’essai

L'OA doit fonctionner dans des conditions de fonctionnemeni“nominales. Des précautions
doivenf étre prises pour maintenir I'état de polarisation deJa lumiére a l'entrée pengant la

mesure.

NOTE En raison du gain intrinséque de I'appareil, la réflectance a chaque port de I'OA peut dépendre|du gain

optique pt, par conséquent, de la puissance du signal et de pompe.

6

6.1

Procédure

Réflectance maximale et minimale’a I’entrée

Par cdtte méthode, on peut précisét-la réflectance d’entrée de I'OA a l'aide d’un coupleur
optiqug et d’un isolateur optique dont la perte d’'insertion est déja mesurée. Pour obtepir une
détermlination correcte de la réflectance d’entrée, la contribution de la puissance de I'émission
spontanée amplifié¢e (ESA). en arriere, Pasg, a la longueur d’'onde du signal, ddit étre
discrinjinée et soustraite.d’une maniére appropriée. Les opérations de mesure décr|tes ci-

dessoys doivent étre suivies:

SOURCE o MESREWR
opriaue [ ] ] PUISSANCE
OPTIQUE

IEC 1003/06

ance optique

ISOLATEUR

COUPLEUR OPTIQUE

OPTIQUE

MESUREUR

SOURCE 3 2
OPTIQUE E] m 2%2 :> E] PU|32EANCE

. OPTIQUE
IJ__I'4 @l

PORT PORT
TERMINE TERMINE

IEC 1004/06
b) Mesure optique d’un coupleur et d’un isolateur

Figure 2 — Montage pour la mesure de la perte d’insertion du coupleur et de I'isolateur
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g) Optical fibre jumpers: The mode field diameter of the used optical fibre jumpers should be
as close as possible to that of fibres used as input and output ports of the OA. Their
reflectance shall be lower than —40 dB (1) at each port, and the length of the jumper shall
be shorter than 2 m. If the jumper is connected directly to the OA, the connector shall have

the

same characteristics as that of the OA port.

h) Optical connectors: The connection loss repeatability of the optical connectors shall be

bet

ter than 0,2 dB. Their reflectance shall be lower than —60 dB (1).

i) Terminated ports: The reflectance from terminated ports shall be lower than —60 dB.

i) Polarization controller: This device shall be able to convert any state of polarization of a

polarization controller or a quarter-wave plate rotatable by a minimum of 90 ?/d
half-wave plate rotatable by a minimum of 180 °. The reflectance of this devig

an all
llowed
e shall

be pmaller than —50 dB (}) at each port. The change in insertion loss of this device ghall be

les

5 T

The
mainta

NOTE
optical g

6 Pr

6.1

This method permits determination of thewOA input reflectance with the use of an

couple

correc{ determination of the input reflectance, the contribution of the reverse ASE power
at thg signal wavelength, shall “be discriminated and appropriately subtracted.

measu

than 0,1 dB (1).

st sample

ning the state of polarization of the input light during the measurement.
Because of the intrinsic gain of the device, the reflectance at each port of the OA may depen
ain, and consequently on signal and pump power.

ocedure

Maximum and minimum input reflectance

r and an optical isolator whose inséfttion loss is previously measured. In order to

A shall operate at nominal specified operating conditions®“Care shall be taken in

i on the

optical
have a

PasE,
The

rement procedures described below shall be followed.
OPTICAL
OPTICAL \f<1— =
SOURGE [_l I_:| POWER
METER
IEC 1003/06
a) Source optical power measurement
OPTICAL OPTICAL
COIIPIER ISOLATOR
OPTICAL
OPTICAL 3 2
SOURCE L] 2x2 :> { ] Power
METER
4 1
TERMINATED TERMINATED
PORT PORT

IEC 1004/06

b) Optical coupler and isolator output power measurement

Figure 2 — Set-up for insertion loss measurement of optical coupler and isolator
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ATTENUATEUR
OPTIQUE COUPLEUR
VARIABLE OPTIQUE
A <
CONTROLEUR —
SOURCE 1 3 —-MESUREUR
opTique L] DE (1] dB {11 L DE
POLARISATION 2x2 UISSANCE
’—[D > 7 |J_—| OPTIQUE
:l\:| 1 PORT
PORT 5 ISOLATEUR .
TERMINE OPTIQUE TERMINE IEC 310/2000
a) Mesure de la puissance a I'entrée de I'’AFO avec le mesureur de puissance optique
ATT I’:NUI‘\I CURN
OPTIQUE COUPLEUR
VARIABLE OPTIQUE
CONTROLEUR 4 —_— ANALYSEUR|
SOURCE 1 3
:| | DE ED_ dB ED _ DE
OPTIQUE POLARISATION 2x2 ( SPECTRE

OPTIQUE
’ ) IJ__I
PORT 5 <):I PORT
. ISOLATEUR .
TERMINE OPTIQUE TERMINE

b) Mesure de la puissance a I'entrée de I'AFO avec 'analyseur de spectre optique

IEC 311/2000

Figure 3 — Montage pour les mesures de puissance a I’entrée de I’'OA

6.1.1 | Etalonnage

6.1.1.1 Mesure des pertes d’insertion du coupleur optique, de I’isolateur et des
connecteurs en utilisant un mesureur de puissance

Afin dg préciser la perte d’'insertion entre les ports 3 et 2 du coupleur optique et de I'is
optique, régler la source optique a la iongueur d’'onde de mesure comme spécifié d
spécification particuliére correspondante*et mesurer la puissance de la source optique,
utilisant un mesureur de puissance optique, comme illustré dans la Figure 2a.

Connegter la source optique du,port 3 du coupleur et I'isolateur optique au port 2 du cq
et megurer la puissance optique a la sortie de l'isolateur, P3', en utilisant un mesur
puissapce optique, comme\illustré dans la Figure 2b, aprés avoir terminé les ports 1 ¢
couplepr.

6.1.1.2 Mesure de réflectance d’entrée a I'aide d’un analyseur de spectre optique

Etalonper lesmontage d’essai en mesurant la puissance optique maximale rétroréfléchie
provient pasyde I'OA, P, comme illustré dans la Figure 1, mais sans I'OA, et terminer
3 du dqoupleur en utilisant le contréleur de polarisation pour préciser la puissance ré

olateur
ans la
P3, en

upleur
eur de
bt 4 du

qui ne
le port
fléchie

maximarte.

6.1.1.3 Détermination de la puissance a I’entrée de ’'OA

Mesurer la puissance a I'entrée de I'OA en utilisant le mesureur de puissance optiqu

e pour

I’étalonnage, comme illustré dans la Figure 3a, et régler I'atténuateur optique variable de
maniére a fournir la puissance optique de Pj, spécifiée dans la spécification particuliere
correspondante. Afin d’étalonner I'analyseur de spectre optique, mesurer la puissance a

I’entrée de ’'OA Pj, en utilisant I'analyseur de spectre optique, comme illustré dans la
3b.

Figure
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